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Объект: дифракционные динамические решетки, записанные в 

фоторефрактивных кристаллах силиката и титаната висмута. 

Цель: исследование схем импульсной голографической записи в 

фоторефрактивных кристаллах семейства силленитов, выбор и реализация 

схемы мультиплексной записи динамических голограмм и разработка системы 

голографической интерферометрии фазовых объектов в реальном времени. 

Методы: экспериментальные методы измерения исследования динамики их 

формирования и релаксации фоторефрактивных решеток и методы 

голографической интерферометрии. 

Результаты:  определены основные закономерности мультиплексной записи 

динамических решеток в фоторефрактивных кристаллах семейства силленитов 

и предложен новый метод голографической интерферометрии с использовани-

ем импульсной записи фоторефрактивных динамических решеток. 

Степень внедрения. Результаты НИР внедрены в учебный процесс, они фор-

мируют у студентов целостную картинусвойств и поведения фоторефрактив-

ных оптических сред с условиями их  функционирования в системах управле-

ния лазерными пучками и формирования световых полей с заданной фазово-

поляризационной структурой. 

Область применения. Использование результатов исследований научными ор-

ганизациями и предприятиями оптической промышленности, занимающимися 

диагностикой оптических элементов. 


